UKD 621.382.2

NORMA BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Diody typu
BB 104, BB 104B, BB 104G '

BN-81
3375-35.02

Grupa katalogowa 1923

"1, Przedmiot normy. Przedmioctem normy sa szczegdto-

we wymagania | badania dotyczace krzemowych, podwdjnych
( potaczonych przeciwsobnie) diod pojemnosciowych = typu
BB 104, BB 104B i BB 104G wykonanych technologia epi-
pilanarng w obudowie plastykowej, przeznaczonych do
sprzgtu powszechnego uzytku oraz do urzadzerh wymagajg-
cych zastosowall elementédw o wysokiej i bardzo wyscokie]
jakosci,

Diody przeznaczone sa giéwnie do stosowania w obwo-

dach wejsciowych gtowicy UKF w odbiornikach radiowych,

c) bardzo wysokiej jakosci;
DIODA BB 104B/4 BN-81/3375-35. 02

3, Cechowanie diod powinno zawiera¢ nastepujace dane

a) oznaczenie typu (podtypu),

b) oznakowanie dodatkowe dia diod wysokiej i bardzo
wysokiej jakosci. Diody wysokie] jakosci powinny byé zna-
kowane cyfra 3, a diody bardzo wysokie] jakosci cyfra 4 u-~

mieszczonga po oznaczeniu typu,
* \

4, Wymiary i oznaczenia wyprowadzen diod - wg rys,1 1

Kategoria klimatyczna - wg PN-73/E-04550 dla diod; tabl. 1. Oznaczenie obudowy stosowane przez pr‘oducenta‘
- standardowe] jakoéc'? {poziom jakosci I) - 40/100/10, - CE 34.
L o £ D
- wysokie] jakosci (poziom jakosci 111) - 40/100/21, > 7
| ; { -
- bardzo wysokiej jakoéci {poziom jakosci V) s i ! i :‘4 }
40/100/56. << i P4 | oz “'
: =
.
2, Przyktad oznaczenia diod; B e
a) standardowej jakoéci: c . 1 "
| |
! ‘
DIODA BB 1048 BN-81/3375-35, 02 —~——————j
o . ¥ e | e
b) wysokiej JdkOéCI. - [(AN-8173375 -35 -1
DIODA BB 1048/3 BN-81/3375-35, 02 Rys. 1. Obudowa CE 34
Tablica 1. Wymiary obudowy CE 34
X
Symbol Wymiary, mm Symbol Wymiary, mm
wymiaru wymiaru
min typ ' max min typ max
A - - 4 E - - 2,3
A, - - 5,3 e - 2, 54 -
B 1,75 - 1,85 j 1,1 - 1,3
0, 65 - 0,75 L 2,3 - 4,2
c 0,17 - 0, 22 > - - 1,25
D - - 7,5 - - - -
Zgtoszona przez Noukowo-Produkcyjne Centrum Pélprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naoczelnego Dyrekiora Zjednoczenia Przemystu Podzespoléw i Materiatéw Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 30 listopada 1981 . jako norma obowiqzuijgca od dnia 1 lipca 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1982 poz. 2 )
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE 1982, Druk. Wyd. Norm, W-wa, Ark. wyd. 0,75 Nakt 2400+95 Zom. 251/82 Cena 2t 12,00



BN-81/3375-35. 02

5. Badania w grupie A, B, C i D - wgBN-80/3375-35.00

p. 5.1,

6. Wymagania szczegdlowe do badan grupy A, B, Ci D

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiardw; b,

e

i L wgrys. 1itabl, 1,

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 - wg tabl, 2,

c) badania grupy B, C i D - wg tabl. 3,

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po

ba-

daniach grupy B, Ci D - Qg tabl, 4,

e) licznoéé prébki w badaniach grupy C i D - 50 sztuk,

7. Pozostate postanowienia - wg BN-80/3375-35. 00,

Tablica 2, Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2

L}

Podgr*uJ Rodzaj Kontrolowa- | Metoda pomiaru sk Wartessl graniczrns
pa badania ny wg Warunki pomiaru etk_ BB 104 BB 1048 BB 104
badar parametr | PN-74/T-01504 e i
min max min max min max
1 2 3 4 5 6 | 7 8 o | 10 | n 12
k. = = = »
UIBR| ar 04 IR 10 uA AV 32 az 32
Sprawdze-
nie podsta- 1 ark., 56 U_ =30V nA - 50 - 50 - 50
A2 wowych pa- - #
c2 rametrdéw
elektrycz- Ctot ark., 58 UR= 3V, f=1MHz pF 34 42 37 42 34 39
nych
Ctot! 3V2 U =3V
C ark. 58 R = 2,5 2,8 2,5 2,8 2,5 2,8
tot{ 30\V/) UR =30V
f =1MHz
Sprawdze-
nie drugo- =
£52 ge T ark. 70 Up=3V Q = 0,4 | - 0,4 = 0,4
rzednych s = 50 MH
2 parametrdéw f= z
elektrycznych
Sprawdze-
nie parame-
Al tréw elek- IR ark, 56 UR= 30V BA - 1,2 - 1,2 - 1,2
trycznych
W tymb =
= 60°C

Tablica 3. Wymagania szczegbtowe do badaih grupy B, C i D

Podgrupa badan

Rodzaj badania

Wymagania szczegbtowe

1 2 3
Sprawdzenie wytrzymatosci mechaniczne] préba U, ; obcigzenie 5N
rowadzen
B1, CI i
Sprawdzenie szczelnosci préba @1, kondycjonowanie ciecza
B3. C9 Sprawdzenie wytrzymato$ci na spadki Potozenie diody w czasie spadania;
! swobodne wyprowadzeniami do géry
B4 S{Drawdzeme wytrzymatosci na udary mEcewanie 8 sbudowg
wielokrotne
. . " o
B85, C5 Spl"‘awdzeme wytrzymatosci na nagte T =-40°c, TB - 100 °c
zmiany temperatury A
Sprawdzenie odpornosci na narazenia metoda badania e)
B6, C6 elektryczne wg PN-78/T-01515 tabl, 5

tam

U, =30V, b=lOO°C

R




BN-81/3375-35, 02

cd., tabl.3
Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegdlowe
1 2 3
Sprawdzenie parametrdow elektrycznych wg tabl, 2
i 1 S [ - - Q
c2 Sprawdzenie odpornus i na suche goraco tamb —_— i00 C
Sprawdzenie odoornosci na zimno t .= 40 %
amb min
C3 Sprawdzenie masy wyrobu masa wyrobu - 0,3 g
Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspiesze- trzy wzajemnie prostopadte kierunki
nia state probiercze, mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatoéci na udary po-
jedyncze (dla poziomu jakosci |I) MBCOWERTE B8 SBUSGWE
~C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielo-
krotne (dta poziomu jakoséci Il i 1V) .
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o sta-
tej czestotliwosci (dla poziomu jakosci |
) R wosel Ldla p - e &y mocowanie za obudoweg
Sprawdzanie wytrzymatosci na wibracje o
zmiennej czestotliwosci (dla poziomu jakosci
i iiv)
o
C5 Sprawdzenie wytrzymatoesci na ciepfo luto- temperatura kapieli 350 C
wania
Cc? Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno t., . ==40 ‘e
’ stgmin
o
8 i Sci S = C
C Sprawdzenie wytrzymatosci na suche goraco tstg — 100
c10 Sprawdzenie wymiaraw wg rys, 10 tabl, 1§
D1 Sprawdzenie odpornoséci ra niskie cisnienie temperatura rarazenia 25 OC
atmosferyczne
D2 Sprawdzenie odpornosci na r*ozpué;.‘f.r:zalniki alkohcl etylowy lub aceton
3 Sprawdzenie palnosci wg PN-78,/T-01515 zatacznik 2, p. 4,3
D4 Sprawdzenie wytrzymatosdci na nlzin brak porostu plesni po badaniu
D5 Sprawdzenie wytrzymalosci na mgte solng potozenie diody dowalne
Tablica 4. Parametry elek!ryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D {(poziom |, 1 i IV_)_
Ozna- Metoda Pod Waricsci graniczne
czenie pomiaru Warunki pomiaru E 3r“w:ma Jeino"f'"' - : e v
Lp.| parame- wg MR i BB 104 BB 104G BS 1048
tru PN-74/ s 0
T-01504 min' | max min | max min max
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
o
UR = 30V, tamb =25 C B6, C6 nA - 100 - 100 - 100
B1, B4, BS
o
1 In ark, 56 Ux =30V,t, =25 C | C1, C4, CS5 nA - 50 - 50 = 50
c7, C8, D1,D&
U,= 30V, ¢t .=100%C cz ) A 10 10 10
R g amb * ad - o




4 BN-81/3375-35, 02
cd. tabl, 4
Ozna- Metoda Wartoéci graniczne
.| czenie pomiaru . : Podgrupa Jednost-
Warunk
Lp.| paramed wg REne PRI badaf ka BB 104 BB 104G B8 1048
tru PN-74/
' T-01504 min max | min max| min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
= = - 1
2 Up ark. 57 | I =100mA,t . =-40C cz?) v = {221 =« (22 | = 2,2
" Un"' 3V, f=1MHz B1, B4, B6
3 ark. )
- 58 ¢ wa8% C1,C4, CS,C6 pF 34 | 42 34 | 39 37 42
amp ’
Un =3V, f= 50 MHz, B6, C6 - 0,5 - 0,5 - 0,5
M e 20 Iy 25 °c " ¢
amb B85, C4, CS5 3 0,4| - 0,4 - 0,4
1) W czasie badania.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produkcyj-

ne Centrum Pétprzewodnikéw, Warszawa.

2, Normy zwiazane

PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne, Préby $érodo-

wiskowe

PN-74/T-01504. 00 Elementy pétprzewodnikowe.

pomiaru parametréw tranzystoréw | diod, Postanowie-

nia ogéine

PN-75/T-01504, 56 Diody. Pomiar pradu wstecznego I R
PN-75/T-01504, 57 Diody. Pomiar napigcia przewodzenia

Up

PN-75/T-01504. 58 Diody. Pomiar pojemnosci C,

PN-78/T-01504, 70 Diody o zmiennej pojemnoéci (warika-

py). Pomiar szeregowej rezystancji i

metoda mostkowa

zastepczej

PN-78/T-01515 Efementy pSiprzewodnikowe, Ogdline

magania i badania

BN-80/3375-35. 00 Diody pojemnoéciowe, Wymagania i ba-

dania, Postanowienia ogdéine

Metody

3. Symbol KTM wyrobu;

BB 104 - 1156151301000
BB 104B - 1156151301025
BB 104G - 1156151301018

4, Wartosci _dopuszczalne - wg tabl.

Tablica i-1

-1,

Ozna- Wartobe ’
" T — T, artosct parametru
Lp.| para- parametru nostkalBB‘oa BB | BB
metru 104G | 1048
Napiecie
U
’ R wsteczne vV 30 30 30
41 Prad przewo-
2 F il mA 100 100 100
Temperatura o
3 tj C 100 100 100
A ztacza
4 t'stg Temperatura _ oC _40 + +100
Wy- przechowywania
Temperatura 5 _
5 tamb ofoczenia w czad C ~-40 = +100
sie pracy




Informacje dodatkowe do BN-81/3375-35. 02 5
5. Dane charakterystyczne - wg rys, 1-1i 1-2 oraz tabl. 1-2,
5 1072
CN Actt)f
g %
\ / <.
\ 1073
J N
'I
A\
Ny
2
-4
N\ 10
\
1
0 i 05
ar 03 1 3 10 Uglv] 100 i 2 10 UgplV] 100
BN-8173375-85.00-1-1] [BN-81/3375-30.02~1-¢
Rys. I-1. Zaleznos¢ stosunku pojemnosci od napigcia Rys. 1-2, Zaleznoéé wspétczynnika temperaturowego  po-
jemnosci od napigcia
Ctot(UR) U ACtot (U
tot ' "R Ctot
Tablica 1-2 .
Wartosci
Lp. Oznaczenie parametru Nazwa parametru Warunki pomiaru Jed‘:a:st- B ESDIEr
- ' min | typ | max
1 2 3 4 5 6 7 8
1 U |BR] Napigcie przebicia IR =10 pA v 32 - -
2 IR Prad wsteczny UR =30V nA - - 50
BB 104 34 - 42
3 Cmt Bojemnods UR =3V BB 104G pF 34 - 39
BB 1048 37 - 42
UR=30V,f=1MHz - 14 -
C v,=3Vv,U,=30V
4 __t.ﬁ..(._:i\./_)__ Stosunek pojemnosci " " - 2,5) 2,65 2,8
C ot (30V) g e
5 - Szeregowa rezystancja U =3V, f=50 MHz Q _ 0,3 0, 4
s zastepcza R
6 Q Dobroé UR =3V, f= 100 MHz - - 135 -
. ACmt Wstpotcz'yn.mk temperaturowy U. =3V, f=1MHz %/ ocl _ 0, 04 _
pojemnosci R
C, At
tot
Selekcja wg wartos$ci pojemnoéci na zaméwienie odbiorcy.




